
Fig. 2. Track response against the stopping power.  

 

Fig. 1. Evolution of pit radius with chemical etching. 
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【緒言】 

ポリアリルジグリコールカーボネート（PADC）は、宇宙放射線や中性子の線量計として活用されている。

我々はより優れた検出器開発のためには、PADC 中のイオントラック形成機構を検出閾値との関係で理

解することが不可欠であると考えている。プロトンについては径方向に２つ以上の繰り返し構造単位が損

傷を受けた場合にエッチピットが生まれている[1]。現在の課題は重イオンの検出閾値周辺の構造変化を

明らかにすることである。エッチングテストについては、検出閾値の定義にさかのぼった検討が必要にな

っている。本研究は公称厚さ 0.9 mm の PADC（フクビ化学工業社製,BARYOTRAK）のスタックに 135 

MeV/uの C イオンを照射し検出閾値の決定を試みた。 

【実験結果】 

入射表面での C イオンの阻止能が 46 eV/nm と 56 eV/nmである場合の成長挙動を Fig. 1に示す。前

者は溶出厚が 60 µmを超えた辺りで、後者については 50 µmを超えた辺りで、その半径が一旦減少しそ

の後急速に成長している。顕微鏡下ではこのピット径が小さくなった点はピントがようやく明瞭になったとこ

ろとして観察されている。すなわち、減少する溶出厚以下における「エッチピット状の構造」は周辺が不明

瞭である。Fig.2に C イオンに対する感度を示す。先行研究で得られた閾値（55 eV/nm）よりも低い阻止能

でもピットが確認された。図中、白抜きのプロットに対応するが、20 時間以上の長時間エッチングでもほと

んど成長しない、「エッチピット状の構造」も確認された。このようなエッチピットと「エッチピット状の構造」に

ついて、閾値をどのように定義するのかについて議論を深める必要がある。講演では、135 MeV/u の Xe

イオンの損傷構造の評価手法についても言及する予定である。 

 

[1] Kusumoto et al., Radiation Radiation chemical yields for the losses of typical functional groups in PADC films for 

high energy protons registered as unetchable tracks, Radiation Measurements 87, 35-42 (2016) 
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